3/ Pohled do komory fotoelektronového spektrometru
ADES 400: 1 - analyzator energie elektronu; 2 - ¢dst
optiky zarizeni pro studium difrakce pomalych elektronti
(LEED); 3 - zdroj iontu; 4 - zdroj rentgenového zareni;
5 - zdroj ultrafialového zafeni pouZivany ke studiu
degradace polymeri; 6 - mechanické zarizeni

(tzv. ,pruzna ruka“) slouzici k manipulaci se vzorky.

STRUKTURNI ANALYZA

SEKCE FYZzIKY PEVNYCH LATEK

miizKky) na bazi GaAs a AlGaAs, pripravené metodou
MBE a prenesené z technologické laboratofe do
elektronového spektrometru pomoci specialné ses-
trojeného zafizeni pod ultravysokym vakuem. Pro
urcovani povrchové krystalografie se pouziva
difrakce pomalych elektronti (LEED - Low Energy
Electron Difraction); pii detailni interpretaci se
vychazi z naméfenych intenzit difraktovanych
svazkd. Vyznamna jsou i studia povrchd polymerd,
zejména polyanilinu a polysilylénu, pripravovaného
v UMCH AV CR.

Cenné vysledky byly dosaZeny i pfi studiu rozpty-
Iu elektronti, zejména v piipadé méreni tzv.
hloubkové rozdélovaci funkce fotoelektrond, pri
meéreni stredni neelastické volné drahy elektroni
a pii prokazani vlivu neelastickych povrchovych
excitaci na méreny proud elektroni. Z vyznamnych
publikaci z posledni doby je moZno jmenovat
napi. praci: [W. S. M. Werner, C. Eisenmenger-
-Sittner, J. Zemek, P. Jitficek, Phys. Rev. B 67, 155412
(2003)].

Ctirad Novék, Ladislav Cervinka, Antonin Simtnek a Karel Jurek

Na pocatku 90. let mélo Oddéleni strukturni analyzy,
drive Oddéleni vazeb a struktur, pét pracovnich
skupin. Laboratote vedené Vaclavem Petiickem a
Ladislavem Cervinkou se zabyvaly strukturni analy-
zou, tieti, vedend Antoninem Simtnkem, elek-
tronovymi stavy a rtg. emisnimi a absorpénimi spek-
try. Laboratoie vedené Karlem Jurkem a Zbytikem
Sourkem mély servisni charakter. Po nakupu rtg.
zalizeni s rota¢ni anodou, které bylo umisténo na
Slovance, se skupina rtg. topografie vedena
Z. Sourkem stava v roce 1995 souc¢asti nové vzniklé
laboratore ROTAN. Vyznamnym doplnénim
statutarni laboratore pro elektronovou mikroskopii
a rtg. mikroanalyzu vedené K. Jurkem, byl v roce
1999 nakup AFM mikroskopu pro méieni po-
vrchovych struktur v nevakuovém prostredi.
V Oddéleni strukturni analyzy nyni pracuje celkem
deset védeckych pracovnikd, z nichZz sedm je ve
veéku 28-42 let, vedouci laboratoii jsou ve véku
55-60 let.

LABORATOR RTG. STRUKTURNI ANALYZY

Jak vyplyva z charakteru strukturni analyzy, je jeji
rozvoj silné zavisly na vypocetni technice, nebot

krystalografové bézné tesSi vzijemné provazané
problémy. Mezi né patii optimalni vyuzivani
vypocetni techniky, vlastni tvorba programt pro
strukturni analyzu a témito programy TeSit stile
obtiZnéjsi struktury, tj. analyzovat rozsahlé soubory
naméfenych difrakénich dat. Regeni struktur obvyk-
le spoc¢iva v méreni difrak¢énich dat a jejich poci-
ta¢ovému zpracovani. Laboratoi ve FZU od svého
zalozeni Allanem Linkem soubézné a systematicky
rozvijela oba sméry.
a) Vyvoj programi pro krystalografii - strukturni
analyzu
Laborato od svého vzniku pocatkem 50. let
vyuzivala kromé vlastnich jiz zminénych jed-
noucelovych stroji ELISKA a SuperELISKA veske-
rou dostupnou vypocetni techniku (viz kroniku
vypocetni techniky v tustavu). SkuteCnost, Ze od
pocatku byl pristup ke zdrojovym kédim vlastnich
programii, méla zasadni vyznam pro dal$i ¢innost
skupiny, protoZe to umoZznilo pfizpisobovat pro-
gramy vzdy novym pozadavkim. Jako piiklad
muizeme uvést prizpisobeni systému pro FeSeni
struktur meroedrickych dvojc¢at. Tyto tpravy, prove-
dené v roce 1979 Vaclavem Petii¢kem ve spolupraci
se Ctiradem Novakem a Ivanou Cisarovou, umoznily
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vyreSit nékolik unikatnich struktur postizenych
dvojéaténim [V. Petiicek, I. Cisafova and V. Subr-
tova, Acta Cryst. C39, 1070 1983)]. Slo o zcela
mimoiadny vysledek, zvlasté kdyz uvazime, Ze
podobnou moZnost nabidl standardni program
SHELX az o priblizné deset let pozdéji.

Po roce 1984, kdy se V. Petric¢ek vratil z ro¢niho
pobytu v laboratofti Philipa Coppense, zacal vznikat
systém programi JANA, ktery umoziioval reSit
a upresnovat i struktury modulovanych a kompozit-
nich krystalti. Systém JANA je od té doby soustavné
vyvijen a zdokonalovan v souladu s rozvojem disci-
pliny a pfiblizné kaZdé dva roky vznika nova verze
s dalsimi moznostmi reSeni krystalovych struktur.
Posledni verze - JANA200O - obsahuje nastroje,
které se v komerc¢nich programovych systémech
uzivatelim nenabizeji. Dovoluje upiesnovat nejen
normalni a modulované struktury, ale i anharmo-
nické teplotni kmity a deformac¢ni hustoty. Jako
vstupni data mohou byt pouZity jak integralni inten-
zity ziskané difrakci na monokrystalickém vzorku,
tak i data ziskana difrakci na praskovych vzorcich.
Kromé uptestiovaciho programu obsahuje i inter-
pretacni programy pro vypocet geometrickych
faktord, prezentaci modula¢nich parametra a Fou-
rierovu syntézu v 3+d- dimenzionalnim prostoru.
Systém obsahuje i programy provadéjici veskeré
korekce integralnich intenzit pro vSechny nejpou-
zivanéjsi difraktometry.

Prestoze systém JANA pouZziva pro vypocty velmi
naroény matematicky aparat, je napsan tak, Ze
v nejvys$si mozné mire vychazi vstiic uZivateli.
Vétsina krokd uzivatele je testovana a tim je pocet
moznych omyld znac¢né snizen. Systém je vybaven
vlastnim grafickym rozhranim a mutze byt instalovan
jak na PC tak na UNIX systémech. Uzivateltim je
poskytovan bezplatné. Je pouzivan ve vSech pred-
nich laboratoiich po celém svété a ma okolo 470 re-
gistrovanych uzivateld.

Znalosti strukturni analyzy a to zvlasté v oblasti
symetrie umoznily aktivné prispét k teorii reseni
krystalovych struktur meroedrickych dvojcat. Byly
vyvinuty ptivodni metody pro reSeni struktur dvoj-
Cat zaloZené na zobecnéné metodé tezZkého atomu
a tomu odpovidajici vypocetni metoda uptestiovani.
Za zcela mimoradny prispévek lze povaZovat rozvoj
metod strukturni analyzy pro reSeni a upfestnovani
modulovanych a kompozitnich struktur. I v tomto
sméru byly vyvinuty ptvodni metody pro reSeni
a rozvinuta metoda vyuziti superprostorové syme-
trie ve vicerozmérnych prostorech. Pro popis nespo-
jitych modulaci byly zavedeny nové modulac¢ni
funkce ,crenel-like“ a ,saw-tooth“.

VSechny tyto prispévky k teorii feSeni
a upresnovani jsou zahrnuty do systému JANA2000
a ukazuje se, Ze zavedeni téchto nespojitych modu-
la¢nich funkci hraje zasadni roli v rozvoji metod
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upfestniovani aperiodickych struktur. Hrubym odha-
dem lze soudit, Ze nejméné kazda druha z publiko-
vanych modulovanych struktur vyuZiva této jedi-
necné metody.

b) Aplikace na reSeni nékterych obtiznych struk-

tur:

Prace Allana Linka az do jeho smrti v roce 1984
byla stru¢né popsana v kapitole o védecké ¢innosti
sekce pevnych latek v letech 1952-1989 a také v kro-
nice vypocetni techniky tustavu. Novou a odliSnou
oblasti strukturni analyzy byly priace Vaclava
Petiicka, ktery se koncem sedmdesatych let zacal
zabyvat velmi perspektivnim problémem - otazkou
latek s aperiodickou strukturou. Re$eni téchto
struktur vyzaduje jak radoveé presnéjsi prvotni data,
tak velmi slozité programy pro upfestiovani a inter-
pretaci, protoZe struktury jsou popsany ve Ctyr- az
Sestirozmérném prostoru.

Okolo roku 1980 bylo vyreSeno nékolik krys-
talovych struktur postizenych dvojc¢aténim. Moz-
nosti zahrnuti dvoj¢aténi byly pozdéji vyuzivany pri
reseni rady dalSich struktur. V roce 1994 byl
V. Petiicek pozadan svétové znamym prof.
F. Cottonem o vyteSeni struktury (C-CHs)g ReOs -
znamé jako pianova Zidle. Slo o zcela neobvyklou
kombinaci dvojc¢aténi a neusporadanosti. ZkuSe-
nosti s dvojc¢aténim byly vyuZity i pii reSeni struktu-
ry nizkoteplotni modifikace fulerenu Cr7y ve
spolupraci se Sander van Smaalenem.

V oblasti aperiodickych krystald byla vyreSena
cela rada unikatnich struktur. Nékteré z nich mély
zasadni vyznam i pro rozvoj metod feSeni
a upresniovani aperiodickych struktur. V roce 1984
byla béhem pobytu Petficka v laboratori Philippa
Coppense vyfeSena modulovana struktura (BEDT-
TTF)2I3, v roce 1990 bylo publikovano prvni tplné
reSeni struktury vysokoteplotniho supravodice
Bi2212 [V. Petricek, Y. Gao, P. Lee, a P. Coppens,
Phys. Rev. B 42, 387 (1990)]. Velmi vyznamna byla
i prace J. Peterkové, M. Duska a V. Petricka na
feseni modulované struktury KAsF, (OH)s, kde byla
poprvé na svété systematicky pouzita metoda
téZkého atomu pro TeSeni modulované struktury
[J. Peterkova, M. Dusek, V. Petricek, Acta Cryst.
B 54, 809, (1998)]. Dalsim meznikem bylo prvé
pouziti crenel funkci ve spolupraci s astavem CNRS
v Nantes a vyreSeni rady struktur hexagonalnich
perovskiti [V. Petricek, A. van der Lee, M. Evain,
Acta Cryst. A 51, 529 (1995)].

V roce 2000 byl zakoupen c¢tyirkruhovy difrak-
tometr Xcalibur od firmy Oxford Diffraction. Na
rozdil od svého predchidce, difraktometru Hilger &
Watts, vyuziva tento pristroj tzv. Kappa geometrii,
ktera umoZiniuje mérit intenzity s pouZitim pii-
davnych zarizeni pro chlazeni ¢i ohrev vzorku.
Laboratoii se tak otevielo Siroké pole studia
fazovych prechodd. Dosud bylo s pomoci tohoto



.

1/ Ctyfkruhovy difraktometr Xcalibur. Vlevo od pfistro-
je je vidét chladici zafizeni Cryojet vyuZivajici kapal-
ny dusik jako chladici medium.

difraktometru meéfeno nebo testovano kolem
300 vzorkd.

LABORATOR NEKRYSTALICKYCH
STRUKTUR

Tato laboratoi se v prvnich pocatcich své ¢innosti
po svém vzniku v roce 1960 (jako laboratof neho-
mogennich struktur) zabyvala FeSenim struktury
feritovych materiali a to zejména mechanizmem
strukturnich prechodt z kubické do tetragonalni
faze v dusledku pitisobeni Jahn-Tellerova efektu.
Kdyz byl v Gistavu zahajen a rozvinut program vyzku-
mu amorfnich polovodicd, pripojilo se k tomuto pro-
gramu v roce 1967 i strukturni studium téchto latek.
Prvnim vyznamnym pocinem v tomto sméru bylo
objasnéni vzniku struktury skel na systému
CdGexAsse (1969), coZ bylo mozZzné jen na zakladé
zjisténi do té doby neznamych poloh atomt
v tetragonalnim CdAsg, které se podarilo na zakladé
praskového materiadlu a peclivého meéreni intenzit
praskovych rentgenogrami (1970).

Od této doby prispéla laboratoi bud k dalSimu
rozsifreni znalosti nebo pfimo k vyreSeni struktury
nékterych skel a amorfnich latek. Bylo to napf.
studium skel na bazi CdAsz (1970), studium struktu-
ry amorfniho systému GeSy (1973), srovnani
amorfnich struktur AssSes a AsoTeg (1974), studium
kinetiky krystalizace tavenin v systému MgO-AlsOs-
-Si09-Zr02-TiO2 (1976), feseni struktury skel AsaSes
dopovanych Hg (1977), studium struktury amor-
fniho systému TISy (1978) a struktury amorfniho
systému TlSey (1979), analyza nekrystalickych fazi
uhliku pripraveného z PTFE (1981-1985), srovnani
struktury skla a amorfniho SbsS3; s chalkogenidy
typu Asy X3 (1982), studium skel GeSbsS, a GeAsaTey
(1982), studium struktury amorfnich polykarbonatt
neutronovym rozptylem (1985-1987), studium struk-
tury na stfedni vzdalenost na 2D modelech
Fraunhoferovym rozptylem (1985), studium struktu-
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ry skel v systému (GeSz);x (SbeS3)x a srovnani
struktur skel GeSs a SboSs (1987-1992), studium
struktury na stiedni vzdalenost v podchlazenych
elektrolytickych roztocich systému Zn(NOs)s
s DMSO (1988).

Dalsi rozvoj vyzkumné prace se pak tykal zejmé-
na linearizace zahnutych fretézcd v amorfnim
polykarbonatu (1991), studia struktury nekrystalic-
kého usporadani flexibilnich postrannich retézci
v orientovanych polyesterech s tuhymi Tretézci
(1992-1994), studia struktury boratovych skel ve
slozeni (Ag20.2B203)1x (AgDx a (Lix0.2B203), jakoZ
i studia struktury na stfedni vzdalenost v téchto
sklech (1992-1995). Laborator pak resi napi. mode-
lovani struktury na stfedni vzdalenost v kovovych
sklech Tig;CuygNiag (1993), studuje se struktura skel
v systému Ge-Bi-S (1995), struktura fosfatovych skel
o sloZzeni [M(PO3)z],, kde M = Zn, Cu, Mn, Ca a Mg
(1995), struktura skel v systému Ge-S-Ag (1997),
studuje se struktura skel na bazi tetraboratu stiibra
(Ag20.4B203)(1x) (AgDx (1997), dochazi k pokusu
o specialni modelovani struktury na stredni
vzdalenost ve sklech na zakladé dynamickych
2D-modelti (1997), studuje se struktura germana-
tovych skel (GeO2);x (PbO)x (2000), struktura skel
o sloZeni Ge-Se-Ag (2001) a konec¢né se fesi struktu-
ra silikatovych gel@i aktivovanych Tb**, Pr** a Er™
(2002).

K vyznamnym vysledkiim laboratore piispély
i rozsahlé spoluprace jak na poli domacim, Spojena
laborator chemie pevnych latek AV CR a Univerzity
Pardubice (Dr. L. Tichy, DrSc.), tak zejména na poli
mezinarodnim: Fritz-Haber Institut der MPG,
Berlin (Prof. R. Hosemann, W. Vogel); Max-Planck
Institut fiir Polymerforschung Mainz (Prof.
E. W. Fischer, Prof. M. Ballauff a Prof. T. Pakula);
Universita Trento, Dipartimento di Fisica (Prof.
G. Dalba); Centro CNR-ITC di Fisica degli Stati
Aggregati Trento (Dr. F. Rocca). Odchodem vedou-
ciho laboratore Ladislava Cervinky do dtichodu,
ukoncila tato laborator v roce 2002 svou ¢innost.

LABORATOR RTG. SPEKTER
A ELEKTRONOVYCH STAVU

Vzajemna souvislost geometrické struktury a struk-
tury elektronovych stavii pevné latky byla studova-
na méfenim a vypocty elektronovych stavi a rtg.
emisnich a absorp¢nich past. Prvni méreni K-emis-
nich past germania bylo provedeno Jifim
Drahokoupilem na dvoukrystalovém spektrometru
vlastni konstrukce [J. Drahokoupil, J. Phys. C: Solid
State Phys. 5, 2259 (1972)], pozdéji byly studovany
K-emisni i K-absorp¢ni pasy slouc¢enin obsahujicich
prvky IV. skupiny periodické tabulky [J. Dra-
hokoupil, A. Simtinek, J. Phys.C: Solid State Phys. 7,
610 (1974)]. V 70. letech bylo potvrzeno, Ze chemic-
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kou vazbou vznikaji elektronové stavy s vétSim
orbitalnim momentem, nezZ maji elektrony v za-
kladnim stavu volnych atomt. Experimentalné
pozorované rtg. pasy téchto stavii byly pred prove-
denim vypocti spekter mylné interpretovany jako
tzv. cross-transition prechody v rtg. emisnich spek-
trech [viz napiiklad prispévky v Proc. Int. Symp.
X-Ray Spectra and Electronic Structure of Matter,
Miinchen 1973]. Méfenim a vypocty polarizovanych
rtg. emisnich past pak zapocala dlouhodoba
spoluprace s univerzitnimi laboratoremi v Halle
a Mnichové [prvni publikace uz v roce 1983:
G. Driger, R. Wippermann, O. Briimmer, A. Si-
munek, Phys. Stat. Sol. (b) 118, K 113 (1983), resp.
W. Miiller, G. Wiech, A. Simtnek, Physics Letters
98A, 66 (1983)].

Vysvétleni vzniku téchto spektralnich ¢ar a kvan-
titativni shoda teorie s experimentem vyznamné
prispéla k analyze elektronovych stavii technicky
vyznamnych latek studovanych ve spolupraci
s némeckymi partnery po dvé desetileti. Zdoko-
nalovani experimentalnich a vypocetnich technik
spolu s analyzou posuvi vnitinich atomovych hladin
umoznilo navic ziskavat informace o lokalni struk-
tufe amorfnich latek [nap¥. A. Siminek, G. Wiech,
J. Non-Cryst. Solids 137/138, 903 (1991)].

Po prvnich mérenich a vypoctech rtg.
absorp¢nich past v roce 1976 [J. Drahokoupil,
H. Klokoénikova. A. Simiinek, J. Phys. C: Solid.
State. Phys. 9, 2667 (1976)] byly od konce let
osmdesatych vedle rtg. emisnich spekter systema-
ticky studovany téz rtg. absorp¢ni spektra a s nimi
souvisejici izochromatova spektra brzdného zareni
(BIS - Bremsstrahlung Isochromat Spectra). Z hle-
diska BIS experimentu bylo spolupracovano zejmé-
na s pracovistém Polské akademie véd ve Varsave.
Vyznamnym vysledkem této spoluprace bylo objas-
néni puavodu vzniku jemné struktury BIS
[A. Simtnek, J. Vackaf, E. Sobczak, Phys. Rev. B 38,
8515 (1988)] a s tim souvisejici zavedeni nové
vypocetni techniky pro tuto oblast rtg. spek-
troskopie [A. Simtnek, O. Sipr, J. Vackaft, Phys. Rev.
Lett. 63, 2076 (1989)].

V piipadé rtg. absorpce v pevné latce je pozornost
soustfedéna zejména na strukturu absorpcénich
spekter v oblasti blizko (tj. 0-50 eV) od absorpc¢ni
hrany, nebot tato je obzvlasté citlivi na sloZeni
a lokalni strukturu kolem prvku, jehoZ spektrum sle-
dujeme. Pripomerime, Ze selektivita rtg. spektra na
dany prvek umoznuje studovat lokalni okoli
jednotlivého prvku v latce. Ondiejem Siprem byly
rozvinuty nové vypocetni metody zaloZené na for-
malismu mnohonasobného rozptylu v realném pros-
toru (Real-Space Multiple-Scattering) [O. Sipr,
J. Vacka¥, A. Simtnek, Phys. Rev. B 44, 4832 (1991)],
které umoziiuji studovat souvislost spektralnich
maxim se strukturnimi charakteristikami krysta-
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lickych i amorfnich latek [O. Sipr, A. Simtinek,
S. Bocharov, T. Kirchner, G. Driger, Phys. Rev. B 60,
14115 (1999)].

Pro vypocty elektronovych stavli v pevné latce
byly nejprve vyuzivany pseudopotencialy empirické,
od roku 1977 modelové [A. Simtinek, Solid State
Commun. 21, 1101 (1977)] s realizaci potencialové
selfkonzistence (Selfconsistent Pseudopotential
Method). Tato metoda byla dale rozvijena Jifim
Vackarem nejprve technikou fazovych posuvi pro
konstrukci pseudopotenciald volnych atomu
[J. VackaF, A. Simiinek, Solid State Commun. 81, 837
(1992)], pozdéji bylo dosaZeno selfkonzistence
vnitfnich elektronovych stavii s valen¢nimi elek-
trony v ramci pseudopotencidlového formalismu
zavedenim tzv. ,all-electron“ pseudopotencialt
[J. Vackaf, M. Hytha, A. Simtinek, Phys. Rev. B 58,
12712 (1998)].

Nové pseudopotencidlové a rozptylové techniky
byly aplikovany zejména na interpretaci polarizo-
vanych absorpc¢nich spekter v blizké oblasti
absorp¢ni hrany. Vyuzivani dvou, metodicky zcela
odlisnych vypocetnich technik a srovnani vysledka
s experimentalnimi daty umoznilo nejen konzistent-
ni interpretaci experimenti ale také testovat
omezeni a aplikovatelnost teoretickych modeld
[O. Sipr, A. Simtinek, J. Phys.: Condens. Matter 13,
8519 (2001) a J. Vacka¥, A. Simtnek, Phys. Rev. B 67,
125113 (2003)].

V soucasné dobé jsou all-electron pseudopoten-
cialovou metodou pocditany posuvy vnitinich hladin
atomu vazanych uvnitf nebo na povrchu latky (core-
level shifts) a studovany korelace téchto posuvi
s makroskopickymi vlastnostmi latky [A. Simtnek,
J. Vackar, Phys. Rev. B 64, 235115 (2001)].

STATUTARNI LABORATOR RASTROVACI
ELEKTRONOVE MIKROSKOPIE
A RENTGENOVE MIKROANALYZY

Laboratof rastrovaci elektronové mikroskopie a rtg.
mikroanalyzy vznikla v roce 1983, kdy byl pro FZU
zakoupen pristroj JXA-733 japonské firmy JEOL.
Tento pfistroj byl vybran pro svou univerzalnost,
nebot optimalné spojoval vlastnosti dobrého ras-
trovaciho elektronového mikroskopu a zaroven
velmi vykonného rtg. mikroanalyzatoru. Predpo-
kladalo se totiz vyuzZiti mnoha védeckymi oddéleni-
mi uUstavu, prestoze hlavnim divodem byl vyzkum
polovodicovych laserovych struktur na bazi AlGaAs.
Zpocatku byl vybaven pouze tfemi krystalovymi rtg.
spektrometry pracujicimi na principu difrakce na
krystalech, v roce 1989 byl v ramci vyzkumu
vysokoteplotnich supravodi¢d doplnén o polovo-
dicovy energiové-disperzni spektrometr na bazi
Si(Li), ktery umoznil velmi rychlé kvalitativni
a semikvantitativni analyzy. Pri té piileZitosti byla



cela sestava vybavena tehdy mimoradné vykonnym
pocitacem PDP 11, ktery umoznil nejen automatické
ovladani celého mikroanalyzatoru, ale také poci-
tac¢ové zpracovani dat vcetné digitalnich obrazi.
Skupina plynule navazala na skupinu elektronové
mikroskopie vedené M. Rozsivalem v oddéleni
vazeb a struktur. Pavodni skupina elektronové
mikroskopie méla k dispozici dva elektronové
mikroskopy (Siemens Elmiskop a Tesla BS550)
a elektronovy difraktometr (elektronograf) vlastni
konstrukce M. Rozsivala. Nova laborator byla
zaloZena jako centralni statutarni laborator s celous-
tavni ptisobnosti.

Vyuziti rastrovaci elektronové mikroskopie a rtg.
mikroanalyzy a vyvoj prislusnych metod se stalo
hlavni pracovni naplni skupiny. Po odchodu dr.
Rozsivala do dtchodu méla skupina dva
vysokoskolaky fyziky, jednoho technika a jednu
asistentku. Oblast ptisobnosti se z oboru polovodic¢t
velmi rychle rozsitila na dal$i obory, zejména kovy,
pozdé&ji magnetické materialy, vysokoteplotni

supravodice, dielektrika, tenké vrstvy atd., takZe
byla vyuzivana odd. magnetismu, dielektrik, fyziky
kovt, vicevrstvych struktur, polovodici, fyziky
povrchli a rozhrani, vazeb a struktur, magnetik

-

2/ Mérici hlava AFM. V bilych teflonovych vélcich
v horni éasti pristroje jsou umistény piezokrystaly
zajistujici X-Y posun sondy. Vzorek je umistén na
drZdku na posuvném stolku.

MAGNETIKA A SUPRAVODICE

SEKCE FYZIKY PEVNYCH LATEK

a supravodicl, tenkych vrstev a fyziky optickych
krystali. Kromé mikroskopickych snimkt a rtg.
mikroanalyz byla vyvinuta unikatni metoda
umoZziiujici pozorovani struktury magnetickych
domén v magnetickych materialech.

Za dvacet let bylo porizeno na 60 000 mikro-
skopickych snimki a provedeno pres sto tisic spek-
tralnich rtg. analyz. Laborator je vyuZivana nejen
védeckymi oddélenimi FZU, ale také dalsimi dstavy
a vysokymi Skolami (Ustav makromolekularni
chemie AV CR, Ustav fyzikalni chemie AV CR,
Matematicko-fyzikalni fakulta UK, VSCHT Praha,
CVUT atd.). V roce 2001 byl jiz zastaraly poéitac
PDP 11 nahrazen novym PC se zcela novym, mo-
dernim softwarem, umoznujicim nejen rychlejsi
a lepsi zpracovani dat, ale také snimani a prenos di-
gitalnich obrazi, takZe klasicka fotograficka techni-
ka byla zcela opusténa. Diky této modernizaci jsou
vykonnost a parametry mikroskopu stale srovnatel-
né se svétovou urovni.

Laboratoir AFM je soucasti oddéleni od roku 1999.
Jedna se o servisni pracovisté, které podobné jako
laborator elektronového mikroskopu slouzi
prevazné technologickym skupinam jako zdroj
informace o vlivu technologickych parametrd na
topografii povrchd, ktera souvisi i s dalSimi vlast-
nostmi materiali zkoumanymi pomoci jinych
metod. Mezi nejvyznamnéjsi materialy zkoumané na
AFM (Atomic Force Microscop) patii napiiklad
kvantové tecky InAs/GaAs péstované pomoci
MOVPE (odd. polovodic¢t), tenké vrstvy protokrys-
talického kiemiku péstované za nizkych teplot (odd.
tenkych vrstev), povrchy monokrystali LiNbOgs
zpracovavané v nizkoteplotnim vodikovém plaz-
matu (odd. kovil) nebo tenké vrstvy ZnO pro solarni
cely (odd. optickych krystald). Pomoci MFM
(Magnetic Force Microscop) zde byly méreny
napiiklad magnetické multivrstvy CoPd. Vyznam-
nou pomoci pii Fizeni technologickych procest
(kvalita masek, rychlost a dalsi parametry leptani) je
kontrola na AFM také pro skupinu optické litografie
(odd. povrchi a rozhrant).

Pavel Novak, Zdenék Jirak, Jifi Kamarad a kolektiv

VYSOKOTEPLOTNI SUPRAVODICE

Objev supravodivého chovani v systému La-Ba-Cu-O
Bednorzem a Muellerem znamenal zasadni zlom ve
vyzkumu supravodi¢i a pevnych latek obecné.

V kontrastu s klasickym idealem latek jednoduché
struktury, nejvyssi ¢istoty a s co nejnizsi koncentraci
poruch jsou vysokoteplotni supravodice typickym
piikladem nartstajici slozitosti nové studovanych

a aplikovanych materiald.
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